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Die Empfindlichkeit von Elektronikbaugruppen
gegenuber elektrostatischen Entladungen (ESD)
hat sich in den letzten Jahren immer weiter
erhéht. Die Ursachen liegen in der Weiterent-
wicklung der IC-Technologie. Kleinere Struktur-
breiten des Siliziums fUhren zu héheren Schalt-
geschwindigkeiten und niedrigeren Schalt-
schwellen, was die Empfindlichkeit gegenuber
ESD-Storvorgangen ansteigen lasst. Liegt ein
Storfestigkeitsproblem vor, ist haufig eine eingehende Analyse der gesamten Elektronik
notwendig. Immer gréRere und komplexe Projekte mit oftmals mehreren, ineinander
verschachtelten elektronischen Komponenten (modularer Aufbau) erschweren das
Lésen eines ESD-Problems und nehmen deutlich mehr Zeit in Anspruch. Neben den
Grundlagen der physikalischen Wirkmechanismen einer ESD-Entladung werden
verschiedene Effekte und Auswirkungen bei ESD-Tests anhand von Musterbaugruppen
aufgezeigt.

Sven Kénig arbeitet seit vielen Jahren als Entwicklungsingenieur bei
der Langer EMV-Technik GmbH. Seine Tatigkeitsschwerpunkte sind
die qualifizierte Kundenbetreuung, die Wissensvermittlung im
Rahmen von EMV-Seminaren und Workshops sowie die praktische
P & Entstérung von elektronischen Geraten. Des Weiteren ist er in der
\ J EMV-Qualifizierung von Integrierten Schaltkreisen (IC) involviert.
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Alle interessierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Studierende und Gaste sind
herzlich dazu eingeladen.

Wir freuen uns Uber Ihre Teilnahme.(Online-Teilnahme auf Anfrage moglich.)

Organisator: Prof. Dr.-Ing. Jorg Meyer; joerg.meyer@htw-dresden.de; 0351 / 462 2642
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